
 

  

  

 
EG080−7N_5

EG080−1A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
l−F02_X,1(λ)=B11x

−
F02_X,1(λ)+B12y

−
F02_X,1(λ)

+B13z
−

F02_X,1(λ)
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

E00: Σl−F02_X,1(λ)=23,20
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG080−2A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
m−F02_X,1(λ)=B21x

−
F02_X,1(λ)+B22y

−
F02_X,1(λ)

+B23z
−

F02_X,1(λ)
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

E00: Σm−F02_X,1(λ)=18,97
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG080−3A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
s−F02_X,1(λ)=B31x

−
F02_X,1(λ)+B32y

−
F02_X,1(λ)

+B33z
−

F02_X,1(λ)
B3j 0,000 0,000 0,5168 (λ~445)

E00: Σs−F02_X,1(λ)=11,71
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG080−4A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
l−F02_X,s(λ)=B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

E00: Σl−F02_X,s(λ)=102,59
l−F02_X,s(λ1,m,2)=2,20, 4,42, 2,20

λ1,m,2=512, 570, 623

EG080−5A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F02_X,s(λ)=B21x

−
F02_X,s(λ)+B22y

−
F02_X,s(λ)

+B23z
−

F02_X,s(λ)
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

E00: Σm−F02_X,s(λ)=83,88
m−F02_X,s(λ1,m,2)=2,19, 4,41, 2,19

λ1,m,2=503, 545, 589

EG080−6A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
g−F02_X,s(λ) = 2 m−F02_X,1(λ) − l−F02_X,1(λ)

E00: Σg−F02_X,s(λ)=51,78
g−F02_X,s(λ1,m,2)=2,45, 4,91, 2,45

λ1,m,2=499, 535, 572

EG080−7A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

0,5

   

1,0

HPE_CIEF02_X YB-Zapfen-Empfindlichkeit
l−F02_X,n(λ)=[B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)]/4,42
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

E00: Σl−F02_X,s(λ)=102,59

l−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=512, 570, 623

EG080−8A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

0,5

   

1,0

HPE_CIEF02_X GR-Zapfen-Empfindlichkeit
g−F02_X,n(λ) = 2 m−F02_X,n(λ) − l−F02_X,n(λ)

E00: Σg−F02_X,s(λ)=65,16

g−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=499, 535, 572

EG081−1A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

CIEF02_X-Normspektralwerte y−max(λ)=1
x−F02_X,1(λ)=A11l

−
F02_X,1(λ)+A12m

−
F02_X,1(λ)

+A13s
−

F02_X,1(λ)
A1j 1,9473 −1,4144 0,3647 (λ~570)

E00: Σx−F02_X,1(λ)=22,62
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG081−2A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

CIEF02_X-Normspektralwerte y−max(λ)=1
y−F02_X,1(λ)=A21l

−
F02_X,1(λ)+A22m

−
F02_X,1(λ)

+A23s
−

F02_X,1(λ)
A2j 0,6899 0,3483 0,000 (λ~545)

E00: Σy−F02_X,1(λ)=22,62
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG081−3A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

CIEF02_X-Normspektralwerte y−max(λ)=1
z−F02_X,1(λ)=A31l

−
F02_X,1(λ)+A32m

−
F02_X,1(λ)

+A33s
−

F02_X,1(λ)
A3j 0,000 0,000 1,9348 (λ~445)

E00: Σz−F02_X,1(λ)=22,66
xF02_X,1=0,3331 yF02_X,1=0,3330

EG081−4A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
x−F02_X,s(λ)=A11l

−
F02_X,s(λ)+A12m

−
F02_X,s(λ)

+A13s
−

F02_X,s(λ)
A1j 1,9473 −1,4144 0,3647 (λ~570)

E00: Σx−F02_X,s(λ)=100,03
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG081−5A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
y−F02_X,s(λ)=A21l

−
F02_X,s(λ)+A22m

−
F02_X,s(λ)

+A23s
−

F02_X,s(λ)
A2j 0,6899 0,3483 0,000 (λ~545)

E00: Σy−F02_X,s(λ)=100,00
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG081−6A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
z−F02_X,s(λ)=A31l

−
F02_X,s(λ)+A32m

−
F02_X,s(λ)

+A33s
−

F02_X,s(λ)
A3j 0,000 0,000 1,9348 (λ~445)

E00: Σz−F02_X,s(λ)=100,18
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG081−7A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

0,5

   

1,0

HPE_CIEF02_X YB- &  GR-Zapfen-Empfindlichke
l−F02_X,n(λ)=[B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)]/4,42

g−F02_X,n(λ) = 4 l−F02_X,n(λ) [ 1 − l−F02_X,n(λ) ]

B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)
E00: Σl−F02_X,s(λ)=102,59

l−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=512, 570, 623

EG081−8A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

−1

   

  0

   

  1

HPE_CIEF02_X log[ YB-Zapfen-Empfindlichkeit]
log [ l−F02_X,n(λ) / 0,5 ]

B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)
E00: Σl−F02_X,s(λ)=102,59

l−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=512, 570, 623
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TUB-Prüfvorlage EG08; XYZ-CIEF_02-Grad-Farbmetrik
Zapfen-Emfindlichkeit, Transformation und Spektralwertfunktionen für CIE Lichtart E00, lineare Daten

http://farbe.li.tu-berlin.de/EG08/EG08L0NA.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; 
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/EG08/EG08.HTM
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